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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

METHODES D’ESSAI DES CABLES METALLIQUES
DE COMMUNICATION —

Partie 4-8: Compatibilité électromagnétique (CEM) —
Admittance de couplage capacitif

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEI a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités — publie des Normes internationales,
des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des
Guides (ci-aprés dénommeés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée a des comités d'études,
aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations
internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent également aux
travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des
conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

Les publications CEIl se présentent sous la forme de recommandations internationales et elles sont agréées
comme telles par les Comités nationaux de la CEIl. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI
s'assure de I'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEIl ne peut pas étre tenue responsable de
I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.

Dans le but d'encourager I'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEl s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquer de fagon transparente les Publications de la CEIl dans leurs publications
nationales et régionales. Toute divergence entre toute Publication de la CEI et toute publication nationale ou
régionale correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniere.

La CEIl n’a prévu aucune procédure de marquage valant indication d’approbation et n’engage pas sa
responsabilité pour les équipements déclarés conformes a une de ses publications.

Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publication.

Aucune responsabilité ne doit étre imputée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de la CEIl, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.

L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente publication CEIl peuvent faire I'objet
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour responsable de ne
pas avoir identifié de tels droits de propriété ou de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEIl 62153-4-8 a été établie par le comité d'études 46 de la CEl:
Cébles, fils, guides d'ondes, connecteurs, composants passifs pour micro-onde et accessoires.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
46/194/FDIS 46/203/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
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9)

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

METALLIC COMMUNICATION CABLE TEST METHODS -

Part 4-8: Electromagnetic compatibility (EMC) —
Capacitive coupling admittance

FOREWORD

The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by
agreement between the two organizations.

The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all
interested IEC National Committees.

IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in
the latter.

IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.

All users should ensure that they have the latest edition of this publication.

No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.

Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for the correct application of this publication.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 62153-4-8 has been prepared by IEC technical committee 46:
Cables, wires, waveguides, R.F. connectors, R.F. and microwave passive components and
accessories.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
46/194/FDIS 46/203/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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Une liste de toutes les parties de la CEIl 62153, sous le titre général: Méthodes d’essai des
cables métalliques de communication, est disponible sur le site web de la CEI.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
maintenance indiquée sur le site web de la CEIl sous «http://webstore.iec.ch» dans les données
relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite;

s supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.
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A list of all parts of the IEC 62153 series, under the general title: Metallic communication cable
test methods , can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the
maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data
related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

+ withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
*+ amended.
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METHODES D’ESSAI DES CABLES METALLIQUES
DE COMMUNICATION —

Partie 4-8: Compatibilité électromagnétique (CEM) —
Admittance de couplage capacitif

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEl 62153 s’applique aux cables métalliques de communication. Elle
spécifie une méthode d’essai pour la détermination de I'admittance de couplage capacitif par la
mesure de la capacité traversante soit au moyen d’un pont capacitif soit par une méthode par
impulsion.

2 Reéférences normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent
document. Pour les références datées, seule I'édition citée s’applique. Pour les références non
datées, la derniére édition du document de référence (y compris les éventuels amendements)
s'applique.

CEI 60050-726, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Partie 726: Lignes de
transmission et guides d'ondes

CEI 61196-1, Céables coaxiaux de communication — Partie 1: Spécification générique -
Généralités, définitions et exigences

CEl 62153-4-1, Metallic communication cable test methods — Part 4-1: Electromagnetic
Compatibility (EMC) — Introduction to electromagnetic (EMC) screening measurements?

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de la CEl 60050-726, de la
CEI 61196-1, de la CEIl 62153-4-1, ainsi que les suivants s’appliquent.

3.1

admittance de couplage capacitif

Yc

quotient du courant induit dans le circuit secondaire (intérieur) par la tension dans le circuit
primaire (extérieur)

Pour des cables uniformes électriquement courts:
Yo = joCy

NOTE 1 Bien que la plupart des cables présentent un couplage capacitif négligeable, dans le cas d’'un cable a
tressage individuel détendu, le couplage a travers les trous de I’écran est décrit en termes de capacité traversante
Ct ou d’admittance de couplage capacitif Y.

NOTE 2 Pour les cables multiconducteurs, les conducteurs intérieurs sont court-circuités ensemble.

1A publier.
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METALLIC COMMUNICATION CABLE TEST METHODS -

Part 4-8: Electromagnetic compatibility (EMC) —
Capacitive coupling admittance

1 Scope

This part of IEC 62153 applies to metallic communications cables. It specifies a test method for
determining the capacitive coupling admittance by the measurement of through capacitance
using either a capacitance bridge or by a pulse method.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For
dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of
the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60050-726, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Part 726: Transmission lines
and wave guides

IEC 61196-1, Coaxial communication cables — Part 1. Generic specification — General,
definitions and requirements

IEC 62153-4-1, Metallic communication cable test methods — Part 4-1: Electromagnetic
Compatibility (EMC) — Introduction to electromagnetic (EMC) screening measurements’

3 Terms and definitions

For the purposes of this document the terms and definitions given in IEC 60050-726,
IEC 61196-1 and IEC 62153-4-1, as well as the following apply.

3.1

capacitive coupling admittance

Yc

the quotient of the current induced in the secondary (inner) circuit to the voltage development
in the primary (outer) circuit

For electrically short uniform cables:
Yo = jaCr

NOTE 1 Although most cables have negligible capacitive coupling, in the case of a loose single-braided cable, the
coupling through the holes in the screen is described in terms of the through capacitance Ct or the capacitive
coupling admittance Y.

NOTE 2 For multiconductor cables, the inner conductors are shorted together.

1 To be published.
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3.2
impédance de transfert capacitif ou de capacité
I'impédance de transfert capacitif ou de capacité est donnée par la formule suivante:

Zp = joCrZo1Zgy

ou

Zyq estl'impédance caractéristique du circuit primaire (tresse ou tube extérieurs et écran de
I’échantillon d’essai) ;

Zpo estl'impédance caractéristique du circuit secondaire (échantillon d’essai).

NOTE Pour les cables multiconducteurs, les conducteurs intérieurs sont court-circuités ensemble.
4 Matériel d’essai

4.1 Généralités

L’appareillage est de forme “coaxiale triple”. Le ou les conducteurs intérieurs de I'échantillon
d'essai sont blindés a une extrémité au moyen d'un disque métallique connecté a I'écran ou au
moyen d'une terminaison écrantée sans sa résistance. L’échantillon d’essai est monté de
maniére coaxiale a l'intérieur d'un bati d’essai. Le conducteur extérieur du bati d’essai est soit
un tube métallique soit constitué d’'une tresse autour de la gaine de I'échantillon d'essai (ou sur
un tube isolant supplémentaire si I'échantillon d'essai n'a pas de gaine). Le tube de tresse est
ouvert a I'extrémité opposée au disque métallique.

4.2 Méthode par pont capacitif

L’écran de I'échantillon d’essai est connecté au point milieu d’un pont capacitif, voir la Figure 1.

Sys'tgme coaxial Ecran en essai _Sy§t_eme coaxial
extérieur intérieur

E e AT, e e

IEC 1968/06

Figure 1 — Circuit d’essai pour la mesure de la capacité traversante
par la méthode par pont capacitif
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3.2
capacitive or capacitance transfer impedance
the capacitive or capacitance transfer impedance is derived as:

Zp = joCrZo1Zgy

where

Zo1 is the characteristic impedance of the primary circuit (outer braid or tube and screen of
the test sample);

Zoo is the characteristic impedance of the secondary circuit (test sample).

NOTE For multiconductor cables, the inner conductors are shorted together.
4 Test equipment

4.1 General

The apparatus is of the “triple coaxial” form. The inner conductor(s) of the test sample is
shielded at one end by means of a metal disc connected to the screen or by means of a
screened termination without its resistor. The test sample is coaxially mounted inside a test jig.
The outer conductor of the test jig is either a metal tube or is formed by applying a braid over
the sheath of the test sample (or over a further insulating tube if the test sample has no
sheath). The tube of braid is open-ended at the side opposite the metal disc.

4.2 Capacitance bridge method

The screen of the test sample is connected to the middle of a capacitance bridge, see Figure 1.

Outer coaxial system Screen under test Inner coaxial system
i e i e
-
|
1
E 27 27 77 77

-

IEC 1968/06

Figure 1 — Layout of the test circuit for the measurement of through capacitance
by capacitance bridge method
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4.3 Méthode par impulsion

Les combinaisons de matériels données au Tableau 1 sont suggérées en vue d’atteindre
une sensibilité d’environ 1 division sur un écran d’oscilloscope pour une valeur de Ct égale a
10~1% F/m, ce qui est généralement équivalent a une résolution de 1 mQ/m pour la valeur
déduite de Z.

Tableau 1 — Combinaisons de matériels

Générateur d'impulsions Oscilloscope
Impulsion de sortie Temps de montée Sensibilité Largeur de bande
10V 100 ns 100 pV/div 1 MHz
100 V 100 ns 1 pVidiv 1 MHz

5 Procédure

5.1 Méthode par pont capacitif

La capacité est mesurée entre le ou les conducteurs intérieurs de I'échantillon d’essai et le
tube métallique ou la tresse extérieure a une fréquence d’environ 1 kHz.

5.2 Méthode par impulsion

Le signal d’'un générateur d'impulsions est injecté au systéme coaxial extérieur (circuit
d’excitation) et une voie de l'oscilloscope (74) (voir la Figure 2). Le ou les conducteurs
intérieurs de I'échantillon d’essai sont connectés a I'autre voie de l'oscilloscope (V). Afin
d’éviter les réflexions provenant d’'un défaut d’adaptation des connecteurs, 7, est enregistré
comme la hauteur d’impulsion moyenne affichée 1 us a 2 ys aprés le début de I'impulsion.
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4.3 Pulse method
The equipment combinations given in Table 1 are suggested to achieve a sensitivity of about

1 division on an oscilloscope screen for a value of Ct equal to 10~1% F/m, which is typically
equivalent to a resolution of 1 mQ/m in the derived value of Z.

Table 1 — Equipment combinations

Pulse generator Oscilloscope
Output pulse Rise-time Sensitivity Bandwidth
10V 100 ns 100 pV/div 1 MHz
100 V 100 ns 1 pVidiv 1 MHz

5 Procedure

5.1 Capacitance bridge method

At a frequency of approximately 1 kHz, the capacitance is measured between the inner
conductor(s) of the test sample and the metal tube or outer braid.

5.2 Pulse method

The signal from a pulse generator is fed to the outer coaxial system (exciting circuit) and to
one channel of the oscilloscope (V) (see Figure 2). The inner conductor(s) of the test sample
is connected to the other channel of the oscilloscope (75). In order to avoid reflections from
connector mismatch, 7, is recorded as mean pulse height displayed 1 uys to 2 ps after the
initiation of the pulse.
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Figure 2 — Circuit d’essai pour la mesure de la capacité traversante
par la méthode par impulsion

6 Précautions de mesure

6.1 Méthode par pont capacitif

L’écran en essai doit avoir une longueur comprise entre 0,5 m et 5 m pour s’assurer que les
adaptations dues a la capacité du cable de connexion et la capacité de I'instrument de mesure
ne dégradent pas la précision du systeme de maniére excessive.

6.2 Méthode par impulsion

Le circuit de mesure n’est pas bouclé sur son impédance caractéristique a I'une ou l'autre
extrémité, donc il convient que la longueur totale soit maintenue courte pour laisser les
résonances disparaitre avant le relevé des mesures. L'extrémité du cable est écranté pour
éviter toute diaphonie avec la sortie du générateur d’'impulsions. Le circuit d’excitation est
adapté pour limiter toute résonance du circuit de mesure. La résistance d’adaptation est placée
a I’extrémité d’injection pour éviter une erreur éventuelle due aux contributions d’impédance de
transfert de surface, dans le cas ou un courant significatif circulerait dans I’écran en essai.

Pour déterminer la sensibilité du matériel d’essai et I'étalonner, un affaiblisseur et un petit
condensateur d’étalonnage sont utilisés. Pour éviter d’introduire une erreur supplémentaire,
I'étalonnage peut étre effectué a tout niveau en remplacant la terminaison cbté circuit ouvert
écranté par le condensateur d’étalonnage, et en connectant le générateur d’impulsions a celui-
ci par I'intermédiaire de I'affaiblisseur. De cette fagon, la capacité totale du circuit de mesure
est inchangée et le niveau d'étalonnage est C3/B3, le gain de I'affaiblisseur étant 1/B;.
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Figure 2 — Layout of test circuit for the measurement of through capacitance
by pulse method

6 Measurement precautions

6.1 Capacitance bridge method

The screen under test shall have a length of between 0,5 m and 5 m to ensure that corrections
for the connecting cable capacitance and measuring instrument capacitance do not unduly
degrade the system accuracy.

6.2 Pulse method

The measuring circuit is not terminated in its characteristic impedance at either end so the
overall length should be kept short to allow resonances to die away before the measurement is
taken. The cable end is screened to avoid crosstalk from the pulse generator output. The
exciting circuit is terminated to limit any resonances to the measuring circuit. The terminating
resistance is placed at the drive end to avoid possible error from the surface transfer
impedance contributions should any significant current flow in the screen under test.

To determine the sensitivity and calibrate the test equipment, an attenuator and a small
calibration capacitor are used. To avoid introducing additional error, calibration can be effected
at any level by substituting the calibration capacitor in place of the screened open circuit
termination and connecting the pulse generator to it via the attenuator. In this way, the total
measuring circuit capacitance is unchanged and the calibration level is C3/B3, the attenuator
again being 1/B5.
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Si 'impulsion est correctement adaptée avant étalonnage, aucune modification de la valeur de
V, ne sera observée, autrement il se produira une petite modification de ¥, comme illustré sur
la trace de I'oscilloscope lorsque I'affaiblisseur remplace la résistance de charge R;.

La sensibilité a la diaphonie, qui peut limiter le signal détectable minimal, est établie par
déconnexion du point P et par observation de la trace de l'oscilloscope V, avec d’autres
réglages normaux. Il convient de veiller a écranter I'extrémité ouverte du cable de mesure, de
maintenir la continuité d’écran en mettant en contact les corps des connecteurs et de régler le
générateur d'impulsions et le gain de l'oscilloscope en vue d’obtenir la sensibilité maximale
désirée.

7 Expression des résultats

Si la méthode par pont est utilisée, la valeur de C; en pF/m correspond a la valeur obtenue par
le pont divisée par la longueur de I’échantillon d’essai.

Si la méthode par impulsion est utilisée, la valeur de la capacité traversante Ct est déterminée
par:

CT Z(Cz +C0/1)V2/V1

C, estla capacité du diélectrique intérieur de I'échantillon d'essai en pF/m ;

/ est la longueur de I'échantillon d’essai sous la tresse d’injection en m ;

Cy estla capacité parasite en pF/m ;

V,  estlatension d'impulsion de référence ;

V,  estla tension d'impulsion couplée.

La capacité parasite est constituée des capacités de couplage, la capacité d’entrée de

I'oscilloscope et la capacité supplémentaire de I'échantillon d’essai en dehors de la longueur
d’essai.

L’admittance de couplage capacitif Y, en S/m est déduite de:

YC = 2TEfCT /1
ou
Ct; estla capacité traversante en pF/m ;

/ est la longueur de I'échantillon d'essai en m ;
f est la fréquence en Hz.

8 Détermination de I'impédance de transfert capacitif ou de capacité Z;

L'impédance de transfert capacitif ou de capacité peut étre aisément déduite d’'une mesure de
la capacité traversante d’'une tresse si l'impédance caractéristique des lignes coaxiales
intérieures et extérieures est connue. Zy, et Z;, peuvent étre obtenus en utilisant le matériel
assemblé (voir Figure 3) comme un réflectométre dans le domaine temporel (TDR: time
domain reflectometer) tant que le temps de montée du générateur d'impulsions et la réponse
de l'oscilloscope sont suffisamment rapides.

NOTE Pour un échantillon d’essai de 1 m, la durée de signal (aller et retour) est d’environ 10 ns. Un générateur
d’impulsions avec un temps de montée de 4 ns et un oscilloscope avec une bande passante de 100 MHz donne un
temps de montée net de 5,5 ns, ce qui est sensiblement plus court que la durée de I'impulsion sur le céable.
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If the pulse is correctly terminated before calibration there will be no change in the value of 7},
otherwise there will be a small change in V; as shown on the oscilloscope trace when the
attenuator is substituted in place of the load resistor R;.

Crosstalk sensitivity, which may limit the minimum detectable signal, is established by
disconnecting at point P3 and observing the V', oscilloscope trace with other settings normal.
Care should be taken to screen the open end of the measuring cable, to maintain screen
continuity by touching the connector bodies together and to set the pulse generator and the
oscilloscope gain for the maximum desired sensitivity.

7 Expression of results

If the bridge method is used, the value of Cy in pF/m is the bridge reading divided by the length
of the test sample.

If the pulse method is used the value of the through capacitance Cy is determined from:

CT =(C2 +C0/1)V2/V1

where

Cy is the capacitance of the inner dielectric of the test sample in pF/m;
l is the length of the test sample under the injection braid in m;

Co is the stray capacitance in pF/m;

2 is the reference pulse voltage;

Vs is the coupled pulse voltage.

The stray capacitance consists of coupling capacitance, the oscilloscope input capacitance and
the additional capacitance of the test sample outside the test length.

The capacitive coupling admittance Y in S/m is derived from:

YC = 2TEfCT /1
where
Ct is the through capacitance in pF/m;
/ is the length of the test sample in m;
f is the frequency in Hz.

8 Determination of the capacitive or capacitance transfer impedance Z:

The capacitive or capacitance transfer impedance can be readily derived from a measurement
of the through capacitance of a braid if the characteristic impedance of the inner and outer
coaxial lines are known. Both Z,, and Zy, can be obtained using the equipment assembled
(see Figure 3) as a time domain reflectometer (TDR) so long as the pulse generator rise-time
and the oscilloscope response are sufficiently fast.

NOTE For a 1 m test sample, the signal delay (go and return) is about 10 ns. A pulse generator with a rise-time of
4 ns and an oscilloscope with a bandwidth of 100 MHz gives a net rise-time of 5,5 ns which is sensibly shorter than
the pulse length from the cable.
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IEC 1971/06

Figure 3 — Circuit d’essai pour la mesure dans le domaine temporel

La résistance d’adaptation réglée pour une réflexion minimale devient équivalente a
I'impédance caractéristique du circuit en essai.

L’'impédance de transfert capacitif ou de capacité Zg est donnée par la formule suivante:

Zp = joC1Zo1Z2

9 Exigence

L’admittance de couplage capacitif de I’échantillon d’essai doit étre conforme a celle indiquée
dans la spécification de cable correspondante.

10 Rapport d'essai

Le rapport d’essai doit fournir les conditions d’essai:

— la méthode utilisée (par impulsion ou par pont) ;
— lalongueur de I'échantillon d’essai ;
— la fréquence utilisée pour déterminer 'admittance de couplage capacitif,

et enregistrer les résultats de mesure conformément a I'Article 7 et I'Article 8 de cette partie
de la CEIl 62153.
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Figure 3 — Layout of test circuit for time domain measurement

The terminating resistor which is adjusted for minimum reflection becomes equivalent to the
characteristic impedance of the circuit under test.

The capacitive or capacitance transfer impedance Zg is derived from

Zp = joC1Zo1Z2

9 Requirement

The capacitive coupling admittance of the test sample shall comply with that indicated in the
relevant cable specification.

10 Test report

The test report shall give the test conditions:

— the used method (pulse or bridge);
— the length of the test sample;
— the frequency used to determine the capacitive coupling admittance,

and record the result of the measurement according to Clause 7 and Clause 8 of this part of
IEC 62153.
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